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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Micrometro digitale a leva.
Il robusto nuovo Bowers XTL è ideale per la misurazione verticale di fori, fornendo un
controllo preciso sia in sala metrologica che in officina. Il Bowers XTL ha un'azione
semplice ed ergonomica e può essere corredato da un'ampia varietà di indicatori
analogici, digitali anche IP65 e sonde con trasduttore. E' disponibile anche un modulo
wireless per collegarsi a unità esterne senza fili.
Forniti con teste, anelli e certificato UKAS.

Micrómetro digital de palanca.
El nuevo y robusto Bowers XTL es ideal para la medición vertical de orificios,
proporcionando un control preciso tanto en la sala metrológica como en el taller. El
Bowers XTL tiene una acción simple y ergonómica y se puede acompañar de una
amplia variedad de indicadores analógicos, digitales incluso IP65 y sondas con
transductor. También está disponible un módulo inalámbrico para la conexión sin
cables a unidades externas.
Suministrados con cabezas, anillos y certificado UKAS.

Cod. Campo
mm

Accuratezza
Precisión

mm

Profondità
Profundidad

mm

Anelli di riscontro
Anillos patrón

mm

BA28125 20 ÷ 25

0,004
66

20

BA28135 25 ÷ 35
35

BA28150 35 ÷ 50

80BA28165 50 ÷ 65

0,005
65

BA28180 65 ÷ 80

BA281100 80 ÷ 100 85 80

ACC02001 Batteria 3V CR2032 / Batería 3V CR2032

ACC01001 Connettore Proximity USB / Conector Proximity USB

ACC01002 Cavo di collegamento OPTO-USB / Cable de conexión OPTO-USB

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Micrometro digitale a leva.
Micrometro digitale XTL venduto in set. Fornito con teste, anelli e certificati UKAS.

Micrómetro digital de palanca.
Juego de micrómetros digitales XTL. Suministrado con cabezas, anillos y certificados
UKAS.

Cod. Campo
mm

Testine di misura
Cabezas de medición

Pz/Pcs

Anelli di riscontro
Anillos patrón

Pz/Pcs

BA28650SET 20 ÷ 50
3 2

BA286100SET 50 ÷ 100




